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CARACTERIZACAO DE NANOTUBOS DE CARBONO POR MICRO-RAMAN E AFM

Sergio Augusto Venturinelli Jannuzzi (Bolsista PIBIC/CNPq), Mara A. Canesqui e Prof. Dr.
Stanislav Mochkalev (Orientador), Centro de Componentes e Semicondutores - CCS, UNICAMP

A técnica de espalhamento Raman é uma ferramenta utilizada amplamente para caracterizacéo de
objetos e materiais nanoestruturados. Recentemente, imageamento Raman confocal foi utilizado
com sucesso para caracterizacdo de nanotubos de parede Unica (SWNT) em varios trabalhos.
Ultimamente, os nanotubos de parede dupla (DWNT) atraem bastante atencdo, devido as
propriedades interessantes e possiveis aplicagfes em microeletrdnica. Em particular, o estudo da
interacdo entre as paredes e como esta interacdo afeta os espectros de espalhamento Raman é
um dos focos do trabalho. Porém, a interpretacdo dos espectros Raman para DWNT é bem mais
complexa comparando com SWNT, pois a contribuicdo das duas paredes pode ser significativa
para todas as bandas em questdo. A associacao entre espectroscopia micro-Raman e microscopia
de forca atbmica, através do microscépio NTEGRA Spectra NT-MDT, permite investigacdo da
morfologia, da distribuicdo espacial, de propriedades eletrdnicas e estruturais desses e de outros
objetos nanoestruturados. A correlacao dessas caracteristicas € de fundamental importancia para
o aprofundamento do conhecimento de tais sistemas e para a identificacdo de suas possiveis

aplicacdes na construcdo de dispositivos microeletrénicos e sensores quimicos e fisicos.
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